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前  言
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膜厚监控用石英晶振片

1 范围

本标准规定了膜厚监控用石英晶振片的产品分类、技术要求、试验和测量方法、检验规则、标志、包
装、运输、贮存的要求。

本标准适用于半导体、LED、OLED、激光红外、光学镜片器材等行业镀膜用膜厚监控石英晶振片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2421.1—2008 电子电工产品环境试验 概述和指南

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T3352—2012 人造石英晶体 规范与使用指南

GB/T12273.1—2017 有质量评定的石英晶体元件 第1部分:总规范

SJ/Z9154.3—1987 利用有并电容C0补偿的π网络相位法测量频率高达200MHz的石英晶体元

件两端网络参数的基本测量方法

RoHS指令/2011/65/EU 关于在电子设备中限制使用有害物质的欧盟议会和欧盟理事会第2011/

65/EU号指令

3 术语和符号

GB/T12273.1—2017、GB/T3352—2012界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类和标记

4.1 型号

按照石英晶振片外径、电极膜材料、电极形状差异分为不同型号的产品。

4.2 标记

产品标记方法应符合以下规定:

W

石英晶振片

 XX

直径代码,14———直径为13.97mm,12———直径为12.45mm

 YY

电极膜材代码,Au———铬金膜,A1———银铝膜,Ag———银膜

 ZZ
电极图形代码,01———满电极图形,02———双锚形电极

示例:W14Au01代表直径为13.97mm、铬金电极、双面满电极图形石英晶振片。
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